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Irodalomkutatás

• Széleskörű alkalmazás a mikroelektronikától az üvegbevonatokig [1], [2], [3]

• Jelenleg a fő motiváció: Napelemek védőbevonatai [8], [9], [10], [11]

– Alkalmazott eljárások
• PECVD a leggyakoribb [8], [9], [10], [11]

• RF és HiPIM porlasztás [12]

– A SiN-réteggel szembeni fő követelmények [12]

• Magas transzparencia (antireflexiós hatás)
• Felületi passziváció
• Jó kopásállóság

SiN-vékonyrétegek
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A félév célkitűzése

Miért hidrogénezés?

- Hatékony technika vékonyrétegek 
minőségének javítására [5], [6]

- Kedvezően befolyásolja a réteg 
optikai tulajdonságait [7]

Miért RF magnetron porlasztás?

- Olcsó

- Alacsony leválasztási hőmérséklet

- könnyen „felskálázható” ipari méretekre

RF magnetron porlasztással leválasztott SiN rétegek optikai 
tulajdonságának és kopássállóságának fejlesztése hidrogénezéssel
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Mintakészítés

U (kV) H2 flow (sccm) t(min)

2 2.5 0 0 30

2 2.5 0.5 0.9 30

2 2.5 0.9 1.6 30

2 2.5 1.5 3 30

2 2.5 3.3 6 30

2 2.5 7.9 12 30

Leybold AG típusú 
rádiófrekvenciás porlasztó

A porlasztás főbb paraméterei
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Transzmittancia 
mérés

Optikai 
tulajdonságoki

Tribológia
Súrlódási 

tulajdonságoki

Ellipszometria

Az elvégzett/tervezett 
vizsgálatok áttekintése

FTIR
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Optikai tulajdonságok vizsgálata

• MTA-EK Fotonika osztály

• Woollam M2000DI ellipszométer

• 70o és 75o beesési szögek

• 20 Hz kompenzátor frekvencia

Modellválasztás

Cauchy-modell

(Hidrogénmentes rétegek)

EMA-modell [13], [14], [15]

(Hidrogézett rétegek)
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Ellipszometria - eredmények
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Optikai ellenőrző mérések

• Guardian Orosháza Kft.
Minőségellenőrző laboratórium

• Hunterlab UsPro VIS spektrométer

• 350 nm – 1050 nm, 5 nm lépésekben

• Az üvegezés fénytechnikai jellemzőinek meghatározása 
(MSZ EN 410:2012 szabvány) [17]
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Ellipszometria - eredmények
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2. lépés: EMA-modell:
1. anyag: SiN (referencia) +
2. „anyag”: Üreg (n=1 és k=0)

Illesztett paraméter: a két komponens aránya



Súrlódási tulajdonságok vizsgálata

• MTA-EK Vékonyréteg fizika osztály

• CSM DTHT 70 010 tribometer

• Üveg hordozóra porlasztott rétegek vizsgálata
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Tribológia - eredmények
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Röntgen-fotoelektron spektroszkópia

• Felülettisztítás
• 1 keV Argon-ion bombázással

• 80o alatt 300 s ideig

• A tapasztalt egyetlen lényeges különbség 
az O-N kötésekhez tartozik [16]

H2 áram O-N kötések (at%)
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Kurzusok, publikációk, konferenciák

• Kurzusok:
• Válogatott fejezetek az anyagvizsgálati módszerekből I.

(Dr. Telegdi Judit, Dr. Takács Erzsébet)

• Portechnológiai ismeretek
(Dr. Balázsi Csaba)

• Publikációk, konferenciák:
• Részvétel a FEMS Junior Euromat 2018 konferencián (Budapest)

• Beküldött absztrakt az XVI. ECerS 2019 konferenciára (Torino)

„Hydrogen effect on the optical and mechanical properties of SiN thin films
on Si wafers and glass”
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Tervek a következő félévre

• Irodalomkutatás folytatása

• Meglévő mérési eredmények további, mélyebb értelmezése, megértése

• Még több hidrogén adagolása

• További vizsgálatok
• FTIR mérések
• TEM vizsgálatok
• Nanokeménység-mérés
• Porozitásvizsgálat, sűrűségmérés

• Hőkezelés hatásának vizsgálata a hidrogénezett rétegekre
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Köszönöm a figyelmet!
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